
111 年文化部文化資產局文化資產科學保存工作坊 

報名簡章 

壹、 緣起與目的 

伴隨歲月時光之流逝，文物無論是有機或無機材質之文化資產，皆

會面臨到自然老化的問題，並會因為材質的多樣性、汙染物成分不

明、以及各類物理與化學風化等因素的影響，逐漸劣化損壞，而增

加保存修復作業之困難度。為能提供解決此類衍生的問題，科學檢

測、材料分析及技術諮詢已成為文化資產保存中扮演著不可或缺的

重要一環，期科學檢測能量與科學檢測人員培訓有效串聯，同時透

過實務案例及經驗分享，能促進博物館、美術館、文物典藏及文物

保存修護相關專業之從業人員進行實務經驗交流。 

貳、 辦理單位： 

文化部文化資產局 

參、 辦理內容 

本計畫 111 年 11 月 30 前日辦理 8 場次工作坊課程，相關內容說明

如下： 

項次 課程名稱 日期 

1 光學影像調查分析 111/09/01、111/09/02 

(課程已結束) 

2 光譜成分分析 111/09/06、111/09/07 

(課程已結束) 

3 顯微觀察分析 111/09/27、111/09/28 

4 X 射線成分分析 111/10/04、111/10/05 

  



一、 地點： 

文化資產保存研究中心（臺南市中西區中正路 1-1 號） 

二、 內容： 

隨著文化資產保存意識逐漸抬頭，臺灣文化資產族繁不及備載，大

至壯闊的建築聚落、小至掌中文物，其材質屬性更是包羅萬象，舉

凡木質、金屬、石質、織品及紙質等，說明人類運用各類材質作為

生活用品或藝術創作能量，且皆為後代子孫用以見證人類行為、歷

史、材料與技術進化之鑰，先輩的藝術創作力及其美感，也藉由這

些瑰寶讓後代得以窺探。然而，伴隨歲月時光之流逝，文物無論是

有機或無機材質之文化資產，皆會面臨到自然老化的問題，並會因

為材質的多樣性、汙染物成分不明、以及各類物理與化學風化等因

素的影響，逐漸劣化損壞，而增加保存修復作業之困難度。為能提

供解決此類衍生的問題，研究檢測、材料分析及技術諮詢已成為文

化資產保存中扮演著不可或缺的重要一環。鑑此，透過辦理科學保

存工作坊形式培育相關保存修復人才及強化文化資產保存維護觀念

暨科學檢測能力。辦理課程包含文物影像調查紀錄、顯微觀察分析、

光譜成分分析、X 射線成分分析。課程內容兼具廣度與深度、觀念

與實務，藉以強化學員文化資產保存修護之觀念、科學檢測能力及

檢測之代表性。 

(一) 招生對象： 

本研習為小班制之專業研習工作坊，預計每場招收 10 人。對象

如下(依下列順序優先錄取)：以博物館、美術館、文物典藏、文

化資產保存修護等相關從業人員為主。 

(二) 報名網址： 

9/27 、9/28 報名連結: 

https://docs.google.com/forms/d/1dylUcd_Ko9dkEqcETbMQyjudE7Vsz
he1cLU3xNG9wkg/edit 

 

 



縮網址： 

https://reurl.cc/aGz29X 

報名時間：即日起至 9/25  17 時止 

 

 

 

 

10/4 、10/5 報名連結: 

https://docs.google.com/forms/d/1JXJ-
5xitEQERfXam8U3UUVVIfo6bYQ8lqGQXePXMjho/edit 

縮網址： 

https://reurl.cc/zNXxMk 

 

報名時間：即日起至 9/28  17 時止 

 

 

(三) 聯絡人：鐘靖雯 小姐 

E-mail: sci.workshop.csu@gmail.com 

連絡電話：07-7358800#2483



肆、 工作坊課程表 

一、 顯微觀察分析工作坊 

會議場次：第 5 場次 (預定於 111/09/27 辦理) 
上課地點：文化資產保存研究中心 

時間 議程 講師 

09:00-09:20 學員報到 

09:20-09:30 長官致詞 

09:30-11:00 
光學/偏光/立體顯微檢視

技術原理及應用 
萊得科技有限公司 
許本然 總經理 

11:00-12:30 

顯微觀察分析工作坊： 
 光學顯微檢視實務 
 偏光顯微檢視實務 
 立體顯微檢視實務 

萊得科技有限公司 

許本然 總經理 

12:30-13:30 午餐 

13:30-15:00 

掃描電子顯微/X 射線能

譜 (SEM/EDS) 分析技術

之原理及應用 

益弘儀器股份有限公司

郭瀚介 資深應用工程師

15:00-16:30 

顯微觀察分析工作坊： 
 掃描電子顯微/X 射

線 能 譜 (SEM/EDS) 
分析實務 

 X 射線能譜 (EDS) 分
析圖譜判定實務 

益弘儀器股份有限公司

郭瀚介 資深應用工程師

  



會議場次：第 6 場次  (預定於 111/09/28 辦理) 
上課地點：文化資產保存研究中心 

時間 議程 講師 

09:00-09:20 學員報到 

09:20-09:30 長官致詞 

09:30-11:00 
共軛焦全焦段顯微檢視

技術原理及應用 
台灣基恩斯股份有限公司

陳家暉 經理 

11:00-12:30 

顯微觀察分析工作坊： 
 共軛焦全焦段顯微

檢視實務 
 共軛焦全焦段顯微

影像分析實務 

台灣基恩斯股份有限公司

陳家暉 經理 

12:30-13:30 午餐 

13:30-15:00 

顯微傅立葉轉換紅外光

譜(FTIR)分析技術之原

理及應用 

台灣島津科學儀器 
股份有限公司  

葉俊呈 應用分析經理 
 

博高科儀股份有限公司 
黃仁宏 服務部副理 

15:00-16:30 

顯微觀察分析工作坊： 
 顯微傅立葉轉換紅

外光譜(FTIR)分析

實務 
 顯微傅立葉轉換紅

外光譜(FTIR)圖譜

判定實務 

台灣島津科學儀器 
股份有限公司  

葉俊呈 應用分析經理 
 

博高科儀股份有限公司 
黃仁宏 服務部副理 

  



二、 X 射線成分分析工作坊 

會議場次：第 7 場次  (預定於 111/10/04 辦理) 
上課地點：文化資產保存研究中心 

時間 議程 講師 

09:00-09:20 學員報到 

09:20-09:30 長官致詞 

09:30-12:30 
X 射線螢光光譜儀(XRF)
分析技術之原理及應用 

能邁科技股份有限公司

胡拯民 總經理 

12:30-13:30 午餐 

13:30-15:00 

X 射線成分分析工作坊：

(室內) 
 X 射線螢光光譜儀

(XRF)分析實務 
 X 射線螢光光譜儀

(XRF)圖譜判定及干

擾辨識實務 

能邁科技股份有限公司

胡拯民 總經理 

15:00-16:30 

X 射線成分分析工作坊：

(古蹟/歷史建築場址) 
 X 射線螢光光譜儀

(XRF)分析實務 
 X 射線螢光光譜儀

(XRF)圖譜判定及干

擾辨識實務 

能邁科技股份有限公司

胡拯民 總經理 

  



 

會議場次：第 8 場次  (預定於 111/10/05 辦理) 
上課地點：文化資產保存研究中心 

時間 議程 講師 

09:00-09:20 學員報到 

09:20-09:30 長官致詞 

09:30-11:00 
X 光繞射儀(XRD)分析技

術之原理及應用 
能邁科技股份有限公司 

胡拯民 總經理 

11:00-12:30 

X 射線成分分析： 
 X 光繞射儀(XRD)檢

測分析實務 
 X 光繞射儀(XRD)圖

譜判定實務 

能邁科技股份有限公司 

胡拯民 總經理 

文化資產保存研究中心 

鄧企揚 技士 

12:30-13:30 午餐 

13:30-15:00 X 射線攝影原理及應用 東駒股份有限公司 
王子光 經理 

15:00-16:30 

X 射線攝影工作坊： 
 X 射線攝影實務 
 X 射線影像檢視實務

東駒股份有限公司 
王子光 經理 

  



 

【附件 1】※交通資訊: 

上課地點：文化部文化資產局文化資產保存研究中心(臺南市中西區中正

路 1-1 號) 

 開車：1.國道 1 號臺南交流道→東門路→府前路→南門路。 

 開車：2.國道 1 號永康交流道→中正北路→中正南路→公園路→南

門路。 

 高鐵：1. 臺南高鐵站轉乘臺鐵沙崙線至臺南火車站步行。 

2. 臺南高鐵站轉乘高鐵快捷公車(H31 高鐵台南站-市政府)，
建興國中站下車步行 3 分鐘。 

 臺鐵：臺南火車站左前方中山路步行約 15 分鐘，計程車約 5 分

鐘。 

 公車：1.搭乘 1、2、6、7、10、11、88 至民生綠園（/臺灣文學

館） 

下車。 

 公車：2.搭乘紅藍線公車至中山/民權路口下車，步行約 5 分鐘。 


